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次世代の X 線天文衛星搭載を目指し、SOI（Silicon on Insulator）技術を応用した一光子検出型の X 線ピク
セル検出器「XRPIX」が京都大学を中心に開発されている。XRPIX は、分厚い検出部と CMOS 読み出し回路
を SOI で一体化したモノリシックシリコン検出器である。XRPIX は、現在 X 線天文分野で活躍している CCD









80µm 厚の金プレートに φ=4µm の貫通孔が 60µm 毎の格子点上に
10mm×10mm の範囲に開いており、30keV の高エネルギーX 線ま
でコリメータとして適用可能である。今回は、実験室内で実施可
能なマイクロフォーカス X 線発生装置（Oxford Instrument 社）を
採用し、ターゲット金属(タングステン)の特性 X 線(Lα= 8.4keV)
を用いて、画素サイズ 30µm 四角、素子サイズ 6mm 四角の
XRPIX2b 素子に対して、マルチコリメータ実験を初めて実施し
た。 




















































signal charge output as a function of X-
ray	 interaction position with sub-pixel 
resolution for 3x3pixel region 
